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近年､ vLSI回路の動作速度の高速化に伴い､遅延故障をﾃｽﾄする重要性が高
まっている｡ VLSI回路の遅延故障をﾃｽﾄするには､ 2つのﾃｽﾄﾊﾟﾀ-ﾝを連
続したｸﾛﾂｸｻｲｸﾙで印可･観測する2ﾊﾟﾀ-ﾝﾃｽﾄを行う必要がある｡ 2
ﾊﾟﾀ-ﾝﾃｽﾄを可能とするﾃｽﾄ容易化設計法としては､拡張ｽｷﾔﾝ設計法
があるが､ﾊ-ﾄﾞｳｪｱｵ-ﾊﾞ-ﾂﾄﾞが大きく､ﾃｽﾄ実行時間が長いといった
問題がある｡
-方､縮退故障に対するﾃｽﾄ容易化設計法の-つに､ﾚｼﾞｽﾀ転送ﾚﾍﾞﾙに

おける階層ﾃｽﾄ容易化設計法がある｡その方式では､階層ﾃｽﾄを行うことに
より､完全ｽｷﾔﾝ設計と比べてﾃｽﾄ生成時間､ﾃｽﾄ実行時間が短くでき､
ｽｷﾔﾝﾊﾟｽの代わりに既存のﾃﾞ-ﾀ転送経路を用いることにより､ﾊ-ﾄﾞｳｪ
ｱｵ-ﾊﾞ-ﾂﾄﾞを削減するのに成功している｡
本論文では､縮退故障を対象とした階層ﾃｽﾄの概念を遅延故障を対象とした

2ﾊﾟﾀ-ﾝﾃｽﾄに応用し､ﾚｼﾞｽﾀ転送ﾚﾍﾞﾙﾃﾞ-ﾀﾊﾟｽに対して､新しいﾃ
ｽﾄ容易性として階層2ﾊﾟﾀ-ﾝ可検査性を導入している｡まずﾃﾞ-ﾀﾊﾟｽが階
層2ﾊﾟﾀ-ﾝ可検査であるための必要十分条件を示し､与えれたﾃﾞ-ﾀﾊﾟｽを階
層2ﾊﾟﾀ-ﾝ可検査にするﾃｽﾄ容易化設計法を提案している｡提案手法は､従
来の拡張ｽｷﾔﾝ設計法に比べ､ﾊ-ﾄﾞｳｴｱｵ-ﾊﾞ--ﾂﾄﾞが小さい､ﾃｽﾄ
実行時間が短い､同等以上の故障検出率を達成できる､等の利点がある｡
本論文は､このように遅延故障を対象にﾚｼﾞｽﾀ転送ﾚﾍﾞﾙでのﾃｽﾄ容易性

として階層2ﾊﾟﾀ-ﾝ可検査性を提案し､与えられたﾃﾞ-ﾀﾊﾟｽを階層2ﾊﾟﾀ-
ﾝ可検査にするﾃｽﾄ容易化設計法について行った研究をまとめたものであり､
序論及び結論を含め五つの章から成る｡
第1章では､本研究の目的と意義および背景について述べ､本論文の概説を

行っている｡
第2章では､遅延故障とそのﾃｽﾄの概説､および階層2ﾊﾟﾀ-ﾝ可検査性の

導入を行っている｡
第3章では､ﾃﾞ-ﾀﾊﾟｽに対して､階層2ﾊﾟﾀ-ﾝ可検査性の必要十分条件､

階層2ﾊﾟﾀ-ﾝ可検査にするためのﾃｽﾄ容易化設計法が述べられている｡その
有効性を実験を通して評価している｡
第4章では､ｺﾝﾄﾛ-ﾗを含めたﾚｼﾞｽﾀ転送ﾚﾍﾞﾙ回路全体に対して､回

路を階層2ﾊﾟﾀ-ﾝ可検査にするためのﾃｽﾄ容易化設計法が述べられている｡
その有効性を実験を通して評価している｡
最後に第5章で､以上の研究成果の結論を述べるとともに､今後の研究課題に

ついて述べている｡
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論文審査結果の要旨

本論文は､大規模化､高集積化､高性能化により益々困難となっているVLSI

の遅延故障のﾃｽﾄに関する種々の問題を解決するために､ﾚｼﾞｽﾀ転送ﾚﾍﾞﾙ

での遅延故障ﾃｽﾄ容易化設計法に関する研究を行ったものである｡本論文の主

な成果は以下に要約される｡

1.ﾚｼﾞｽﾀ転送ﾚﾍﾞﾙﾃﾞ-ﾀﾊﾟｽに対して､遅延故障のﾃｽﾄ容易性として階

層2ﾊﾟﾀ-ﾝ可検査性なる概念を導入し､ﾃﾞ-ﾀﾊﾟｽが階層2ﾊﾟﾀ-ﾝ可検

査であるための必要十分条件を示し､与えられたﾃﾞ-ﾀﾊﾟｽを階層2ﾊﾟﾀ-

ﾝ可検査とするﾃｽﾄ容易化設計法を提案した｡この手法では､従来手法の

拡張ｽｷﾔﾝ設計法に比べて大幅にﾊ-ﾄﾞｳｴｱｵ-ﾊﾞ--ﾂﾄﾞを削減する

ことができ､ﾃｽﾄ実行時間も短縮することができる｡提案する手法の有効

性を数種のﾍﾞﾝﾁﾏ-ｸ回路による実験によって評価した結果､拡張ｽｷﾔ

ﾝ設計法より優れた結果が得られている｡

2.ｺﾝﾄﾛ-ﾗを含めたﾚｼﾞｽﾀ転送ﾚﾍﾞﾙ回路全体に対して､回路を階層2

ﾊﾟﾀ-ﾝ可検査にするためのﾃｽﾄ容易化設計法を提案した｡実験により､

拡張ｽｷﾔﾝ設計法より優れた結果が得られている｡

以上のように､本論文は大規模高性能なVLSI回路の遅延故障のﾃｽﾄの問題を

解決すべく､新しい階層2ﾊﾟﾀ-ﾝ可検査法を提案している｡提案手法は､従来

手法の多くの間題点を解決しており､ VLSIのﾃｽﾄの分野において､学術上､

実際上寄与するところが少なくない｡したがって､本論文は博士(工学)の学位

論文として価値あるものと認める｡


